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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

ELECTROSTATIQUE —

Partie 2-3: Méthodes d'essais pour la détermination de la résistance
et de la résistivité des matériaux planaires solides destinés
a éviter les charges électrostatiques

AVANT-PROPOS

La CEI (Commission Electrotechnique Internationale) est une organisation mongdiale de normalisationncomposée
favoriser la cooperauon internationale pour toutes les questions de
I'électricité et de I'électronique. A cet effet, la CEIl, entre autres activités, pub ie des Normes ipternationales.
Leur élaboration est confiée & des comités d'études, aux travaux desgu ional/intéressé par le
sujet traité peut participer. Les organisations internationales, gouv: : s>et non gouvernementales, en
liaison avec la CEIl, participent également aux travaux. La étroitement’ avec I'Organisation
Internationale de Normalisation (ISO), selon des conditions fix¢ isati

Les documents produits se présentent sous la\forme de\recomman internationales. lls sont publiés
comme normes, spécifications techniques, rapports\te ique i agréés comme tels par les Comités
nationaux.

Dans le but d'encourager l'unification interng
fagon transparente dans toute la mesure

L'attention est a ¢léments de la présente Norme internationale peuvent faire
I'objet de droits § Qu de droits analogues. La CEl ne saurait étre tenue pour
responsable de ne pa oirVdentifi droits de propriété et de ne pas avoir signalé leur existence.

issu des documents suivants:

FDIS Rapport de vote
101/71/FDIS 101/79/RVD

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant
abouti a I'approbation de cette norme.

Cette publication a été rédigée selon les Directives ISO/CEI, Partie 3.

Le comité a décidé que le contenu de cette publication ne sera pas modifié avant 2007. A cette
date, la publication sera

reconduite;

supprimée;

remplacée par une édition révisée, ou
amendée.
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

ELECTROSTATICS —

Part 2-3: Methods of test for determining the resistance
and resistivity of solid planar materials used
to avoid electrostatic charge accumulation

FOREWORD

1) The IEC (International Electrotechnical Commission) is a worldwide organizatio

participate in this preparatory work International, governmental and non
with the IEC also participate in this preparation. The IEC collabora
for Standardization (ISO) in accordance with conditions/determi
organizations.

2) The formal decisions or agreements of the IEC on
mternauonal consensus of op|n|on on the rele

3) The documents produced have the form of reeom
of standards, technical specifications, techni
Committees in that sense.

4) In order to promote internati
Standards transparently to
divergence between the IEGC
indicated in the latter.

5) The IEC provides no markl gp oedur to i
equipment declar, i

6) Attention is draw
of patent rights. The

International
Electrostatic

The text o pased on the following documents:

FDIS Report on voting

101/71/FDIS 101/79/RVD

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the report on
voting indicated in the above table.

This publication has been drafted in accordance with the ISO/IEC Directives, Part 3.

The committee has decided that the contents of this publication will remain unchanged until 2007.
At this date, the publication will be

¢ reconfirmed;

¢ withdrawn;

* replaced by a revised edition, or
¢ amended.
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INTRODUCTION

Les mesures des résistances et les calculs afférents des résistivités font partie des objectifs
fondamentaux des techniques de mesure électrique de méme que les mesures de tension et
de courant.

La résistivité est la caractéristique électrique qui a la plage la plus large; elle s'étend sur
guelque trente ordres d'amplitude, du métal le plus conducteur aux isolateurs presque parfaits.

La base est la loi Ohm, et elle est valable pour le courant continu et les valeurs instantanées
du courant alternatif dans les conducteurs par électrons (métaux, carbong .). Les valeurs

et internationales traitant de mesures de résistance des ariaux \sohldes\ exigent
normalement I'application de courant continu.

P

La plupart des matériaux non métalliques, tels que le sés parmi les
polymeéres et les conducteurs d'ions. Le transport de chargg dant de l'intensité
du champ électrique appliquée pendant la mesure. Hg C 3 esure, il existe un

; eriel, indiqué par une
décroissance asymptotique du courant de mesure 2t qui est la cause d'un
changement apparent de la résistance. Si ) ffet, il est recommandé de

tension définie, en utilisant la polarité ourant/de mesure et en établissant
la moyenne des deux valeurs obtenues.



